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Spiegel entsprechen (3), einer Detektoreinheit (4) zur Intensititsmessung der an einer Probe gebeugten Strahlung, dadurch gekennze-
ichnet, dass die in unterschiedliche Richtungen umgelenkte Strahlung derart von der Spiegelanordnung reflektiert wird, dass der
kohirente Strahl zeitlich hintereinander sequentiell mit unterschiedlichen Einfallswinkeln auf die Probe umgelenkt wird. Der Ein-
fallswinkel des Messstrahls wird dazu kontinuierlich bzw. in kleinen Schritten veridndert. Die Intensititen des direkten Reflexes
(nullte Beugeordnung) sowie der gegebenenfalls auftretenden héheren Beugeordnungen werden gemessen. Die Auswertung der
Intensititsverldufe in Abhingigkeit des variierten Einfallswinkels ldsst Riickschliisse auf Form und Material der untersuchten peri-

odischen Strukturen zu.
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